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飛跡解析の結果SPDが原理限界に近付いた

3次元再構成 3次元再構成

~200°(FWHM) ~100°(FWHM)

春季大会の内容

imaging spectroscopyへどう影響するか
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2次元角度分布の評価
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137Cs@視野中心での実測データ
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SPDが小さくなった結果
2次元の角度分布が集中した
21°->14° @ 視野中心、662 keV

従来解析 TOT補正

TOT補正
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FWHMで2次元角度分布を評価

従来解析
TOT補正

2次元角度分布@ 662 keV
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bandwidth:662keV±10% bandwidth:662keV±10%

PSFは空気散乱や線源の広がりの効果を
考慮したPSFの評価が必要

PSFの評価(シミュレーション)->高田講演 25aSJ-12
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imaging spectroscopy(漏れ込みの効果)

bandwidth:662keV±10%
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flux ratio -> 137Cs：152Eu：133Ba：60Co
= 1 ： 1.4  ： 0.73：0.56

4線源を配置し測定したデータ

SPDが小さくなることで
周囲からの線源やBGの漏れ込みを抑えられる

137Csの位置から直径10°をイメージングカット
(漏れ込みの効果を見るための敢えて狭いカット)

ETCC(TOT補正)
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14.6σ
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イメージカットON領域
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Cs137
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bandwidth:662keV±10%

beam line

Cs137

bandwidth:662keV±10%

高雑音環境下でのimaging spectroscopy
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@ RCNP(大阪大学)

従来解析 TOT補正

spectrum

dE/dxカット

イメージカットON領域

OFF領域 6.8σ

気球高度(40 km)の
・約5倍のレート
・同程度のγ:n(3:1)

20°

662 keVの検出有意度が約1.6倍向上
高雑音環境下でも同様の効果が得られる

spectrum

高雑音環境下での測定



～4.3cm

課題と展望

7

低エネルギー電子の短い飛跡(≲4 cm)では
TOT補正解析でも四角形になってしまう

新しい手段を考える必要がある

視野中心から外れると
低エネルギーの電子では
SPD分布が広がってしまう

TOT補正後の3次元飛跡(短い飛跡)

SPD vs 電子エネルギー(137Cs測定データ)

視野中心から45°離して測定
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低エネルギー電子の
SPDを改善する必要が出てきた



課題と展望
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時間軸情報と
組合わせ飛跡問題を解決する
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3軸μ-PIC現在のμ-PIC

800 μmから≲400 μm
->飛跡のデータを緻密に取得できる

->多重散乱による不定性が小さくなる

SPDのさらなる向上
現在値~100°から10°以下まで改善できる
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★:現在のSPD

50 keV

100 keV

200 keV

多重散乱による原理限界

3軸μ-PIC

ストリップ
細分化

3軸μ-PICの開発

μ-PICのストリップのピッチを細分化



まとめ
飛跡解析改良でSPDが小さくなったことで、
• イメージが集中し、2次元角度分布が向上

FWHMで~21°->~14°(視野中心、662 keV)
空気散乱などの効果を除いてPSFを評価する必要がある

• 周囲からの漏れ込みを抑えることができ、検出有意度が向上
• 高雑音環境下でも同様の効果が得られる

SPD向上への展望
• 3軸μ-PICにより短い飛跡問題を解決する
• ストリップピッチの細分化により、
多重散乱による不定性を抑えることができる

->SPDを10°付近にまで向上
PSFの評価(シミュレーション)については高田講演 25aSJ-12

次回、竹村によりシミュレーションと試作機の作成について講演予定


